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1. はじめに 

 情報機器、電動工具、照明器具、医療機器等は、EMC
（ElectoroMagnetic Conpatibirity）が求められており、その

ため各種 EMC 規格が定められている。EMC とは、機器が

外部からの電磁雑音に対して誤動作しないこと、また機器

から外部へ電磁雑音が規制値以上放出されないことの両方

である。この規格に合致しない場合、製造、販売、輸入、

輸出を行うことができなくなる。そのため、製品に EMC 試

験を実施し、規格に合致するように、フィルタを接続する

等電子部品を取り付けたり、設計変更を行うことが必要で

ある。 
EMC 試験の一つに、雑音端子電圧測定がある。この雑音

端子電圧測定システムを図１に示す。 
 

 
図１. 雑音端子電圧測定システム 

 
この測定は、試験品から電源線を伝わり外部へ放出される

雑音を、電圧値として測定するものである。電源から LISN
（擬似電源回路網）を通して試験品に電力を投入する。こ

の時、試験品から外部へ放出される雑音は、LISN を通過し

計測器に送られる。通常の規格では、測定周波数は 150kHz
から 30MHz である。 
この測定方法では、電源線を通過する雑音を測定するの

みであり、雑音の発生箇所を特定することが難しい。また、

雑音が大きい場合、対策を施す必要があるが、対策用の部

品をどの場所に、どの程度接続すれば良いか判断がつきに

くい。そのため雑音端子電圧測定は、後付かつ試行錯誤に

よる対策を行っているのが実情である。そこで、雑音端子

電圧測定の周波数で雑音の発生箇所を検出するためのプロ

ーブを試作し、対策方法の一部として使用することを提案

する。試作したプローブは、配線の電圧を測定する接触プ

ローブ、電流を検出する磁界プローブである。概略図を図

２に示す。 
 

 
図２. プローブの概略図 

左：接触プローブ、右：磁界プローブ 
 
接触プローブは、コンデンサと抵抗で構成されるハイパ

スフィルタであり、コンデンサの一端を配線に接触させ、

雑音をスペクトラムアナライザで測定するものである。磁

界プローブは、コイルで構成されるプローブであり、試験

品の基板配線付近に平行に近づけ、コイルに流れる電流を

検出し配線の電流を推定するものである（１）。これらのプロ

ーブは、電源線を流れる雑音を検出する仕様で設計し、試

作した。ここでは、接触プローブを中心に述べる。なお、

信号線の雑音を検出するプローブについては、現在検討中

である。 
 

2. 実験方法 

試作した接触プローブは、図２に示す回路で構成されて

おり、コンデンサと抵抗器で形成される。ハイパスフィル

タの役割があり、プローブの接触部分を試験品の基板配線

に直接接触させて使用する。雑音の測定周波数は 150kHz か

ら 30MHz まであり、150kHz 以上のハイパスフィルタを設

計した。シミュレーションに用いた回路を図３に、解析結

果を図４に示す。 *事業化支援部多摩支所 
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図３. プローブの回路図 
 

 
図４. シミュレーションによる解析結果 

 
プローブは、0.1μF のコンデンサと 50Ωの抵抗器で構成

される。ここで用いたコンデンサは、周波数特性を考慮し、

セラミックコンデンサを使用した。このときの解析結果か

ら、200kHz 以上を通過させるハイパスフィルタが形成でき

ていることを示す。（その周波数特性は図４下のグラフで

ある。） 
 試作した接触プローブを図５に示す。 
 

 
図５. 試作した接触プローブ 

 
 コンデンサの一端を配線に接触させるものである。SMA
コネクタにケーブルを介してスペクトラムアナライザに接

続する。 
 

3. 結果及び考察 

蛍光灯からの雑音を、通常の雑音端子電圧測定（ａ）及

び接触プローブによる測定（ｂ）の結果を図６に示す。 
 

 
（ａ）雑音端子電圧測定結果 

 

（ｂ）接触プローブによる測定結果 
図６. 蛍光灯による雑音測定 

 
 雑音端子電圧測定結果と同じ周波数で接触プローブにお

いても雑音が対応するように測定できることが確認でき

た。 

4. まとめ 

接触プローブを設計及び試作し雑音を測定した。通常の

雑音端子電圧測定結果と対応するように雑音を検出するこ

とができた。 
今後、さらに信号線の雑音を測定できるようなプローブ

を試作し、実際の EMC 対策の現場で活用することが必要で

ある。 
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